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DISEfI0 DE UN INTERFEROMETRO DE ROTACION
DE FRENTE DE ONDA PARA OBTENCION DE
IMAGENES DE ALTA RESOLUCION ESPACIAL

S. Tinoco y §S. Cuevas
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Universidad Nacional Autdénoma de México

RESUMEN: Se describe el disefio mecédnico y déptico de un instrumento para
la obtencién de imdgenes astrondmicas de alta resolucidn espacial.El
instrumento consiste en un interferdmetro de Roddier, de rotacién de
frente de onda, trabajando en el planoc de la pupila del telescopio, y de
una via adicional, que permite colocar un detector en el plano de la
imagen.

ABSTRACT: The mechanical and optical design of an instrument for high
resolution Iimaging is described. It consists of an Roddier rotation
shearing interferometer working on the telescope pupil plane and one
additional path allowing the acquisition of the image plane speckles.
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I. INTRODUCCION

El interferémetro de rotacién de frente de onda, hace interferir sobre un detector

bidimensional, la imagen de la pupila del telescopio con ella misma rotada un dngulo e,
(fig. 1). Se obtienen hologramas de luz incoherente de los cuales es posible, con el
procesamiento adecuado, extraer la funcién de intensidad del objete estudiade, con la

resolucién espacial tedrica del telescopio(0.05 segundos de arco para un telescopio de 2 m.).[1]
El detector colocado en el plano de la imagen permite la obtencién de informacién de la
fase del objeto.[2]
Los detectores pueden ser CCD intensificados o detectores de tipo MEPSICRON.

Fig. 1. Interferdmetro de Roddier.
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I1. DESCRIPCION DE LA OPTICA

E]l haz del telescopio (f/13.5) entra al instrumento y es dividido (.20/.80) por la
separadora de haz (1) (fig.2). Una parte es enfocada sobre el detector que hace analisis de la
fase (9) y otra parte es enviada al interferdmetro de rotacién de frente de onda, mediante los
espejos (3) y (4). EIl espejo (3) forma la imagen de la pupila del telescopio, después de pasar
por el interferémetro, sobre el detector (9). EIl diafragma (2) selecciona el campo de
observacidn que es de 1 min. de arco como mdximo. Para el interferdmetro la pupila de entrada ya
no es la pupila del telescopio, sino el diafragma (2). EI espejo (3) envia esta pupila al
infinito, haciendo que el Interferdmetro sdlo tenga aberracién esférica. Esta aberracién es
compensada con el espejo fuera de eje. El ancho de banda de observacdn es seleccionado con los
filtros de interferencia (7).

El periscopio de alineacion (6), permite el ajuste del interferdémetro con el ojo del
utilizador. EIl periscopio permite tres planos de observacidn: Una zona cercana a las aristas de
los prismas del interferdmetro, para ajustar el mismo observando franjas de igual espesor; el
plano del detector para ajustar el nimero de franjas que caen sobre el detector (8) y por ultimo
el plano de la imagen para observar el objeto bajo estudio.

III. MECANICA

La mecdnica (fig. 3) permite que el instrumento sea estable, portatil (si se debe 3
enviar a otros observatorios para utilizarlo con telescopios mayores) y de ajuste fdcil.
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Fig. 2. Diagrama Optico.
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Fig. 3. Sistema General.
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Fig. 4. Interferdmetro de Rotacidn.

El1 enfoque de la imagen de la pupila del telescopio sobre el detector (8) se realiza
moviendo el espejo fuera de eje (3), que esta montado de manera similar a los objetivos de
cdmaras fotogrdficas: Un anillo giratorio desplaza el espejo sin que éste gire.

El enfoque de la imagen del telescopio sobre el detector (Y) se hace moviendo el
secundario del telescopio.

Los diafragmas son seleccicnables mediante una "espada” desiizable.

El ajuste en inclinacidn de los espejos (3) v (4) se hace con el montaje '"punto-raya-
plano”.

El periscopio de ajuste se introduce en caso necesario y tiene tres posiciones del
ocular para observar tres planos diferentes.

El montaje del intertferdmetro, (fig.4) permite la rotacidn del prisma giratorio (3)
con un juego no superior a 2 micras, debido a gue estd hecho con rodamientos de contacte angular
(5).(8) en oposicién y precargados. Este juego permite observar interferencias con filtros de
500 Angstroms de ancho de banda. £El prisma giratorio se puede ajustar con un sistema 'punto-
raya-plano” de avance fino.{4),(12).

Un dial graduado (11) permite la medicidén del angulo de rotacién.

El prisma del interferdémetro que no rota, estd pegade al prisma separador. Eptre el
prisma  rotatorio y el separador hay una fina capa de 1ligquide de inmersién.
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